Zalacznik nr 2 do SWZ: Opis Przedmiotu Zamoéwienia do postepowania WF/4/ZP/2024

Opis Przedmiotu Zamodwienia

Przedmiotem zamoéwienia jest dostawa nizej opisanych urzadzen o parametrach technicznych i funkcjonalnych nie
gorszych niz wyspecyfikowane.

Przedmiot zamdwienia musi pochodzi¢ z legalnego zrddta i by¢ przeznaczony do uzytkowania w Polsce.

Nazwa zamowienia: Rozbudowa hybrydowego systemu ramanowskiego w czesSci mikroskopii z sondg skanujaca

Nr referencyjny postepowania: WF/4/ZP/2024

Adres dostawy:

Politechnika Warszawska, Wydziat Fizyki
ul. Koszykowa 75

00-620 Warszawa

Wymagania Ogdlne:

Lp. | Wymagania ogolne:

1. | Urzadzenia musza by¢ fabrycznie nowe i nieuzywane.

2. | W momencie oferowania wszystkie elementy i podzespoty, czes$ci zuzywajace sig, itp. oferowanych urzadzen
muszg by¢ zapewnione przez producenta.

3. | Urzadzenia i ich komponenty musza by¢ oznakowane przez producentow w taki sposob, aby mozliwa byta
identyfikacja zard6wno produktu jak i producenta (dotyczy rowniez komponentéw urzadzenia),

4. | Urzadzenia muszg by¢ dostarczone Zamawiajacemu w oryginalnych opakowaniach fabrycznych producenta.
5. | Do kazdego urzadzenia musi by¢ dostarczony komplet standardowej dokumentacji dla uzytkownika w formie
papierowej lub elektronicznej.

6. | Urzadzenia musza by¢ zgodne z europejskimi normami dotyczacymi oznakowania CE.

7. | Wszystkie urzadzenia muszg wspotpracowac z europejska siecig energetyczna.




Rozbudowa hybrydowego systemu ramanowskiego w cze$ci mikroskopii z sondg skanujaca

Przedmiotem zamodwienia jest rozbudowa systemu mikroskopii z sondg skanujacg (SPM), znajdujacego si¢ na Wydziale

Fizyki Politechniki Warszawskiej, zapewniajace nowe funkcjonalnosci umozliwiajagca badania szerokiej gamy

materialdow, w szczegolnosci materiatow dwuwymiarowych. Rozbudowa i unowocze$nianie systemu musi byé

kompatybilne z posiadanym obecnie sprzetem firmy Bruker Dimension Icon. W szczeg6lnosci rozbudowa powinna

obejmowac: 1) Komore akustyczng wraz ze zintegrowanym systemem tlumienia drgaf, zapewniajaca minimalizacje

szumow oraz minimalizacj¢ drgan akustycznych. 2) Opcje szybkiego skanowania wykorzystujaca obecnie posiadang

glowice Icon, pozwalajacy na skanowanie z 2-10 krotnie wigksza predkosciag w poréwnaniu do obecnego, zaleznie od

morfologii powierzchni. 3) Tryb badawczy elektryczny czestotliwosciowy KPFM pozwalajagcy na pomiary pracy

wyjécia w trybie PeakForce Tapping. 4) Tryb badawczy przewodzacego AFM (c-AFM), ktéry w trybie kontaktowym

pozwala uzyskiwa¢ informacj¢ o przewodnosci elektrycznej probek oraz pomiar krzywych I-V.

1. Komora akustyczna

1.1

1.2.
1.3.

1.4.
1.5.

Komora musi by¢ kompatybilna z systemem Dimension Icon firmy Bruker zainstalowanym na Wydziale Fizyki
Politechniki Warszawskiej;

Maksymalne wymiary komory to: 36x33x63,5 cali;

Komora musi ogranicza¢ szumy w celu uzyskania minimum specyfikacji nowo instalowanych trybow z
punktéw 2-4;

Komora akustyczna musi by¢ sprzezona z pneumatycznym uktadem thumienia drgan;

Komora akustyczna musi umozliwia¢ uzyskanie poziomu szumow systemu ponizej <50pm RMS w warunkach

hatasu akustycznego nie przekraczajacego 55dB.

2. Szybkie skanowanie

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

Opcja szybkiego skanowania musi by¢ kompatybilna z systemem Dimension Icon firmy Bruker. Zaréwno
oprogramowaniem NanoScope jak i czeécig sprzetowa zainstalowanym na Wydziale Fizyki Politechniki
Warszawskiej;

Musi wykorzystywa¢ obecny skaner glowicy mikroskopu Dimension Icon przynajmniej w 70% zakresu w
osiach X, Y iZ

Pozwala na skanowanie w trybie przerywanego kontaktu z czestotliwoscig co najmniej 90Hz w zaleznosci od
topografii powierzchni;

Zwieksza maksymalng szybko$¢ skanowania, zachowujgc jakos¢ obrazu: 1) 0 co najmniej 2x dla probek o
rozbudowanej morfologii powierzchni i wysokiej adhezji, tj: chropowato$¢: Ra = = 1000nm, Adhezja:
A=200nN. 2) Co najmniej 10x dla probek ptaskich o niskiej adhezji: Chropowato$¢: Ra = £ 5Snm, Adhezja:
A=1nN. Parametr ten bedzie weryfikowany podczas odbioru technicznego na probkach zamawiajgcego na
podtozach krzemowych;

Zawiera min 10 sond niezbednych do wykonywania pomiaréw w tym trybie pracy.



3. Tryb KPFM

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.
3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

Tryb KPFM musi by¢ kompatybilny z systemem Dimension Icon firmy Bruker zainstalowanym na Wydziale

Fizyki Politechniki Warszawskiej;

Pozwala na wykonywanie pomiarow potencjalu powierzchniowego w modzie amplitudowym i
czestotliwosciowym;
Wykorzystuje samooptymalizujacy tryb dobierajacy samodzielnie parametry pomiaru w celu ustawienia

najlepszej jakosci obrazu 0 parametrach:

3.3.1.automatyczna optymalizacja krytycznych parametrow obrazowania obejmujacych warto§¢ zadana,
wzmocnienia, szybko$¢ skanowania oraz limit w osi Z.

3.3.2.mozliwos¢ pracy w powietrzu oraz w cieczach

3.3.3.praca w oparciu o tryb obrazowania z przerywanym kontaktem bez potrzeby szukania czgstotliwosci
rezonansowej dzwigni

3.3.4.obrazowanie ze standardowymi szybko$ciami skanowania (ok. 10 minut na obraz)

3.3.5.bezposrednia kontrola sity igta — probka na poziomie co najmniej 10 pN

Posiada automatyczng kompensacje dryfu sygnatu odchylenia. Musi umozliwia¢ uzytkownikowi wykonywanie

pomiaréw KPFM przy uzyciu detekcji KPFM z modulacjg amplitudowa (AM) i modulacja czgstotliwoSciowa

(FM).

Musi umozliwia¢ kombinacje KPFM z trybem Tapping Mode i trybem obrazowania z jednoznacznym

mapowaniem w ujeciu ilo§ciowym takich wlasciwosci materiatow jak adhezja oraz modut Younga powinna

przebiegaé z rozdzielczoscia <10 nm (< 10 minut na obraz). Wymagany zakres wyznaczanego modutu Younga

- od 1 MPa do 50 GPa (minimalna szybko$¢ rampowania 2 kHz).

Musi umozliwia¢ pomiar KPFM w trybie jednoprzebiegowym oraz w trybie dwuprzebiegowym.

Musi umozliwia¢ pomiar dwuprzebiegowy Lift Mode w trakcie pomiaru FM-KPFM, w celu uniknigcia

artefaktoéw mechanicznego przestuchu (fazy).

Jednoprzebiegowy pomiar KPFM musi zapewnia¢ jednoczesna rejestracj¢ nastgpujacych kanatow: topografia i

potencjat powierzchniowy.

Musi zawiera¢ sondy (co najmniej 10 szt.) zoptymalizowane dla FM-KPFM z niska (~ 1 N / m) stalg

sprezystosci sondy i duzym wspodtczynnikiem Q z promieniem koncoéwki <10 nm.

Musi zawiera¢ tryb wysokiego napiecia KPFM do +/- 100 V do pomiaru nieruchliwych centréw tadowania, bez

koniecznosci stosowania wysokiego napiecia 100V na probcee lub sondzie.

Musi umozliwia¢ pelna automatyczng konfiguracje parametrow KPFM, w ktorych udane pomiary nie

wymagaja od uzytkownika wykonania zadnej z ponizszych czynnosci po wtozeniu nowej sondy:

3.11.1. Dostrajanie czestotliwosci

3.11.2. Ustawienie amplitudy

3.11.3. Ustawienie fazy

3.11.4. Ustawienie parametrow sprze¢zenia zwrotnego KPFM



4. Tryb c-AFM

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.
4.5.

Tryb c-AFM musi by¢ kompatybilny z systemem Dimension Icon firmy Bruker zainstalowanym na Wydziale
Fizyki Politechniki Warszawskiej;

Pozwala na pomiary pradu przewodzenia migdzy probka a sondg podczas skanowania;

Mierzy prad z rozdzielczoscia nie gorsza niz 70 pA. Wykorzystuje min 2 zakresy: co najmniej do 10nA oraz
do min 1pA Musi by¢ mozliwe przetgczanie wzmocnienia pradu z poziomu oprogramowania bez koniecznosci
wymiany uchwytu sond.

Pozwala na przytozenia napie¢ z zakresu od pojedynczych mV do 10V;

Zawiera min 10 sond niezbednych do wykonywania pomiaré6w w tym trybie pracy;

Pozostale wymagania:

Wykonawca zobowigzuje si¢ do dostarczenia sprzetu do 7 miesiecy od momentu podpisania kontraktu.
Wykonawca zobowiazuje si¢ do realizacji zamowienia w catosci.

Wykonawca zapewni 12 miesigczny okres gwarancyjny na dostarczone komponenty, w ktérym zobowigzuje
si¢ do naprawienia wszelkich wystepujacych usterek dostarczonego sprzetu nie begdacych wynikiem
zaniedbania lub btgdu Zamawiajacego.

Serwis urzadzen musi by¢ realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego
Producenta.

Wykonawca zagwarantuje dostawe i instalacje sprzetu na terenie Politechniki Warszawskiej.

Wykonawca przeprowadzi szkolenie dla personelu Zamawiajacego (0soby wskazane przez Zamawiajacego) z
obstugi i uzytkowania sprzetu. Szkoleniu podlega¢ bedzie minimum dwoch pracownikow personelu
Zamawiajacego, szkolenie odbedzie si¢ w formie stacjonarnej nie po6zniej niz cztery tygodnie po dostarczeniu,

ustawieniu i zainstalowaniu sprzetu.



